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RFT-6000
Przystawka FT-Raman do spektrometru FT/IR-6300
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Model RFT-6000 zostat zaprojektowany w celu wykonywania szybkich,
nieinwazyjnych analiz FT-Raman wiasciwie wszystkich mozliwych probek we wspotpracy
ze spektrofotometrem FT/IR-6300.

W przeciwienstwie do spektroskopii rozproszenia ramanowskiego, gdzie widmo jest
zazwyczaj mierzone przy uzyciu widzialnych dtugosci fal pobudzajgcych, spektroskopia
FT-Raman praktycznie eliminuje fluoroscenccije i zanieczyszczenia probki. Spektroskopia
FT-Raman eliminuje takze problem nuzacych przygotowan prébki (czasem niezbednych w
technikach FT-IR). Eliminacja dotychczasowych ograniczeh drastycznie zwieksza
mozliwosci zastosowania analizy FT-Raman.

Pobudzenie bliskie wartosciom podczerwonym w RFT-6000 umozliwia zastosowanie
silnych laseréw bez ryzyka foto-degradacji probki. Mozliwos¢ taczenia skandw za pomocag
techniki FT rekompensuje problem mniejszej czutosci wtasciwej sygnatom Raman.
Poztacane czesci optyczne FT/IR-6300 zapewniajg wiekszg czutos¢ RFT-6000,
umozliwiajgc tym samym analize bardzo réznorodnych probek i znajdujgc zastosowanie w
wielu projektach naukowo-badawczych.

chtodzone powietrzem wejscie lasera

system blokady lasera

pozioma podstawka/podium do prostego pomiaru prébek

urzadzenie jest przystosowane do mierzenia zarowno widma IR, jak i Raman
tatwos¢ wigczania/wytaczania trybu mikro
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System FT-Raman — wieksze mozliwosci analizy strukturalnej

Zazwyczaj widmo Raman jest
mierzone za pomocg lasera
wzbudzajgcego  w  widzialnych
zakresach $wiatta, ale pomiary takie
moga by¢ trudne w przypadku
probek takich, jakich polimery czy
probki  biologiczne o  wysokiej
fluorescencyjnosci.

Preferowany jest pomiar
Raman przy uzyciu dtugich dtugosci
fal lasera wzbudzajgcego, co
eliminuje wptyw fluorescencyjnych
witasciwosci materiatu  na wynik
pomiaru

Poniewaz czuto$¢ Raman zmniejsza sie (odwrotnie proporcjonalnie do V2 dtugosci fali) w
poréwnaniu do diugosci fal swiatta widzialnego, bardzo czute pomiary dokonywane sg za pomocg
spektrometrii FT.

System FT Raman zawiera urzgdzenie Raman, ktére naswietla probe swiattem lasera, a
nastepnie skutecznie kondensuje rozproszone swiatto Raman — ktére zostato rozproszone przez
prébke — i wprowadza je do interferometru, co umozliwia powielanie skanowania i wykrycie
rozproszonego $wiatta Raman. Poniewaz emisja laserowa i optyka kondensacyjna Raman
wykorzystujg orientacje pionowg (sg zorientowane pionowo), urzgdzenie jest niezwykle proste w
obstudze (takze umieszczenie prébki nie dostarcza uzytkownikowi zadnych problemow).

Cechy:
>y Analiza prébek biologicznych i polimeréw, ktéra nie jest mozliwa przy wykorzystaniu
spektrofotometrow widzialnego sSwiatta rozproszenia ramanowskiego ze wzgledu na niekorzystny
efekt fluorescencji.
Wysoka doktadnos¢ diugosci fali oraz mozliwos¢ kilkukrotnego skanu /dodawania skanow.
Pomiar zaréwno widma w podczerwieni, jak i widma Raman.
Wykorzystanie pionowej komory pomiaru probek do prostych pomiaréw.
Komora pomiaru probki moze by¢ przetaczona zaréwno do trybu mikro, jak i makro.
Weryfikacja pomiaru za pomocag monitora telewizyjnego (opcjonalnie)
System operacyjny Windows zapewnia wygodng obstuge urzadzenia.
Mozliwo$¢ przeszukiwania baz danych Raman.

Widmo Raman tréjfosforanu sodu.
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Jedng z gtéwnych zalet FT-Raman jest mozliwo$¢ pomiaru prébek ]E , W' e B i

wykazujgcych  fluorescencje. W  poréwnaniu z widmem

| FT Raman

wytworzonym przy uzyciu lasera przy widzialnych dtugosciach fal, ' | ‘\\
FT-Raman czyni znacznie tatwiejszym pomiar prébek o znacznie L || | o
wyzszym stosunku poziomu sygnatu do poziomu szuméw (S/N, '
signal-to-noise ratio). [ [ Exctad &t

Powyzszy przyktad pokazuje widmo tréjfosforanu sodu wytworzone AU (v
przy pobudzeniu falami widzialnymi i falami podczerwonymi. - » % DRI SeEEE
Podejscie interferometryczne zapewnia wysoka rozdzielczos¢ 400 Raman shift fom”] 400
pomiarow, szybkos$¢ pomiaru oraz wyjatkowa doktadnosé liczby

falowe;.
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Widmo IR i widmo Raman prébki L-cystyny

Pomiar w spektroskopii Raman jest
znacznie tatwiejszy niz  w  spektroskopii
podczerwieni. W przypadku tej drugiej, polimery
muszg by¢ mierzone w ostonie (film form),
podczas gdy w spektroskopii ramanowej ich
pomiar nie wymaga zadnego wcze$niejszego
przygotowania. Ponadto spektroskopia Raman
umozliwia tatwy pomiar trybow  wysokich
symetrycznych wibracji (dzieki regutom wyboru),
co jest niemozliwe w spektroskopii IR.
Spektroskopia Raman umozliwia pomiar trybow
niskich licz falowych, dzieki czemu mozna
uzyska¢ dane o drganiach sieci krystalicznej
krysztatow.
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System optyczny
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Dodatkowg zaletg spektroskopii Raman jest mozliwo$¢ wykorzystywania do pomiaréw niedrogich i
tatwych w obstudze szklanych komorek (transparentnych w bliskiej podczerwieni), nawet do mierzenia

ptynow.

RFT-6000/FT/IR-6300 jest kompatybilny zarébwno ze standardowym FT-IR i urzgdzeniami FT-Raman, w
zalezno$ci od rodzaju prébki i przeznaczenia. Powyzszy przykiad ilustruje widmo L-cystyny w podczerwieni
oraz Raman. W przypadku widma Raman mozliwa jest obserwacja nawet przy bardzo niskiej liczbie falowej i
w trybach wibracji symetrycznej, takich jak (rozciggliwa) wibracja S-S.
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Widmo Raman procesu twardnienia zywicy epoksydowej

Powyzszy rysunek ilustruje pomiar procesu
4 twardnienia zywicy epoksydowej. Dodatkiem do
Acid snhydride | ?F’T'd’? ' A , probki byt bezwodnik kwasowy. Reakcja twardnienia
LixY ‘ ' » omin  J€St  przedstawiona w  dwudziestominutowych
| 10omin  interwatach.
) i W miare postepowania procesu wartosci
Int [~ 7 ~IM ] Iy j szczytowe bezwodnika i epoksydu malejg, a
. e réznicach w tych wartosciach umozliwia wyznaczenie
“\] aomin stopnia stwardnienia.

11 YA ™M 2omin Dzieki pionowemu ustawieniu lasera i optyce

_ ‘ ‘ : \7 kondensaciji Raman pomiar moze by¢

L — ' L przeprowadzony poprzez proste umieszczenie probki
Raman shift [cm] na podescie. Potozenie podestu moze byc¢

regulowane po osi wspéitrzednych x,y,z. Do duzych
préb moze by¢ wykorzystywany duzy stolik.
Inne przyktady
Ponizej pokazane sg przyktady pomiaréw ponizej 50cm™ , ktére sa mozliwe przez
zastgpienie filtra odcinajacego. Standardowe urzadzenie posiada funkcje korekty
rozproszenia ramanowskiego, monitor mocy lasera oraz mechanizm blokady lasera.
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Mikroskopowy obraz widkna polimerowego
(o $rednicy 10um)

Obiektywy do pomiaréw
mikroskopowych.

Widmo ramanowskie poliamidu
powyzej
Sekcja soczewek kondensujacych na liniowej prowadnicy.
tatwe przetaczanie trybdw makro/mikro.
Autopodium (autostage) umozliwia pomiary odwzorowujace.
Uzycie opcjonalnego systemu telewizyjnego
(mikrosystem w standardzie) umozliwia weryfikacje pomiaru.
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Specyfikacja:

Laser
Filtr tumiacy

Detektory
Interferometr
Podstawa probki

System zbierania wigzki
Proces przetwarzania danych

Inne standardowe wyposazenie

Akcesoria optyczne

Wymiary zestawu:

APARATURA ANALITYCZNA

YAG 1 064 nm; 1, 2 lub 3 W chtodzony powietrzem

150 cm™ lub wiecej (warto$é przesunigcie ramanowskiego)

50 cm™ lub wiecej (opcja)

InGaAs: 3 600 cm™ lub wiecej (przy temperaturze pokojowej)
3000 cm™ (77 K — chtodzenie cieklym azotem)

Dzielnik wigzki Si/CaF,

Stolik X-Y-Z

Metoda soczewek F/0.63

Wygtadzanie danych, korekcja linii bazy, wybdr wartosci
szczytowych, korekta czutosci, arytmetyka, pochodne, odejmowanie,
przesuniecie ramanowskie <-> konwersja liczby falowej, $cinanie
danych, naktadka, konwersja IF, J-CAMP, formatu TXT

Filtr eliminujacy linie plazmowg lasera, monitor mocy lasera, zrédto
Swiatta dla korekty czulosci Raman (lampa halogenowa),
mechanizm blokady, system zbierania rozproszenia ramanowskiego
(przy uzyciu poztacanych luster).

Komora pomiaru préobek ciektych / uchwyt komory pomiaru probek
ciektych / uchwyt do pomiaru proszkéw, system pomiaru 90-
stopniowego rozproszenia, system monitorowania TV do obserwaciji
prébek, system pomiaru mikroskopijnego (X10, X50 + system
monitorowania TV), system mierzenia polaryzacji (1/2 ptytki +
polaryzator), duze podium x-y-z, system analizy cieplnej, system
odwzorowywania, podstawa antywibracyjna
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RFT-6000

————— Optional Laser (1W)
—— - —— - Optional Laser (2W, 3W)

O
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